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Zusammenfassung 

' ■ -5- • . . ' 

Die Erflndung betrifft eine Vorrichtung zur Erkennung eiries vorgegebenen 
. ' ^ ■ ■ ■ • FQllstands eines Medlums in einem Behaiter mit Deckel (1) mittels einer 
konduktiven MeBeinrichung, die zumlndest zwei in den Behaiter hinein- 
ragende MeBelektroden (2, 3) aufweist, wobei ein zwischen den belden 
10 Me3elektroden (2, 3) flieBender MeSstrom (I ) zur Erkennung des Erreichens 
• des vorgegebenen FQIIstands herangezogen wird. 

• Der Erflndung llegt die Aufgabe zugrunde, eIne differenzierte Erkennung von 
Ablagewngen am Deckel (1) des Behatters zu erkennen. . 

15 

Die Aufgabe wird gemaB einer Variante dadurch gelSst, daB eine 
kompensatlonselektrode (4) vorgeseben ist, die so angeordnet 1st, daB 
anhand eines zwischen einer der MeBelektroden (2; 3) und der 
Kompensattonselektrode flleBenden Stroms (I s ). der aufgmnd von leltfahigen 
20 Ablagerungen im Deckel (1) des Behalters ermSgllcht wird, der 

Verschmirtzungsgrad im Bereloh des Deckels (1) des BehMers erm'rttelt wird. 

(Fig. 3) 
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Vorrichtung zur Erkennuns eines vorgegebenen FGIIstands 
eines Mediums in eihem BehSlter / . 



Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zur Erkennung eines 
vorgegebenen FQHstands eines Mediums in einem Behaiter mit Deckel mltteis 
©Iner Icondulctiven IVIeBeinrichung. die zumlndest zwel in den Behaiter 
hinelnragende MeBelelrtroden aufweis*. wobel ein zwischen den beiden 
10 . • MeBelektroden flleBender MeBstrom zur Erl^ennung des Etteidiens des 
vorgegebenen FQHstands lierangezogen wird, 

Bevorzugt handelt es sich bei dem Bel^aiter urn den Dosierbehalter einer 
Doslerelnrichtung, die in einem Probennehmer angeordnet 1st. Es versteht 
sich vori selbst. daB die erflndungsgemaBe Lpsung keineswegs auf diese 
15 spezielle Anw^ndung beschrfinki ist. 

Vorrlchtungen der zuvor genannten Art werden beispielsweiSe in auto- 
matlschen Probennehimem eingesetzt. Probennehmer, die zur hochpr&zisen 
Entnahme von RQssigkeitsproben geeignet sind, werden yon der Anmelderin 
20 ■ u.a.unterderBezelchnung'ASP-Station2000'angeboten undvertrleben. In 
der ASP-Station 2000 werden zett-, mengen- und durchfluBproportionai 
Proben nach dem Vakutimprlnzlp entnommen. Zur hochprazisen Proben- 
abfuilung dient hier - wie berelts gesagt - eine Doslereinrichtung, die u.a. 
eineh Dosierbehilter mit Deckei aufweist 
• 25- . ■ . 

in der /^P-Station 2000 erfoigt die Probennahme In vier Schritten: Zu Beginn 
eIner Probennahme wird die DosiereinrichtQng pneumatisch abgesperrt. Eine 
Pumpe, hier eine Membranpumpe, blast Qber den Dosierbehalter die 
Ansauglelhjng fQr die Probe frei. in einem zweiten Schritt wrtrd die Probe 

30 angesaugt, bis die beiden langen Leitfaiiigkeitssonden. die am Deckel des 
posierbehSiters festgema<rfit sind, ansprechen. AnschlleBend wird das 
eingestellte Probenvolumen doslert und die QberschQsslge Probenmenge 
flieBt zum Entnahmeort zurOck. in einem ietzten Schritt wird die Schiauch- 
quetschung gedffnet, und die Probe wird in die entsprechende Probenflasche 

35 abgelassen. Die Probenflaschen werden zweoks. Probenkonserviemng in der 
ASP-^tion 2000 gekuhit aufbewahrt. 



im 
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Im Falle der ASP-Station 2000 sind am Deckel des Dosierbehalters drei 
Leitfahigkeitssondeh unterschiedlioher L&ige befestigt. Die.beiden langeren 
Leftfahigkeitssonden kommen am Ende der Ansaugphase mit dem 
Probenmedlum In Kontakt. Ober einen zwischen den Leitf&higkeitesonden 
5 fllefJenden Strom wird der gewunschte Befullungsgrad des DoslerbehSIters 
erkannt. Der Ansaugvorgairig wird beendet, sobald zwischen den beiden 
Leitfahigkeitssonden ein Strom flieBt 

Lagert sich im Berelch des BehSterdeckels leltfdhiges Substrat ab - tritt also 
10. . eine unerwQnschte Verschmutzung im Bereich d$s Behaiterdeckels auf - so 
flieBt zum einen ein St6r$trom zwischen efner der MeBelektroden und der 
kurzen Elektrode zum anderen aber auch zwischen den beiden langen 
MeBelektroden. Folge in beiden Fallen ist sine sofortige Sicherhelts- 
abschaftung der Doslereinrichtung: EIne entsprechende Meldung (Fehler: 
IS Leitfahigkeit ^ bzw. Fehler: Leitrdhigkeit 1) wird an das Bedienpersonal 
ausgegeben. 

Problematisch bei der bekannten Losung ist, da3 insbesondere bei Proben- 
medien mit hoher Leitfahigkeit die leltfahige Verschmutzungen am Behalter- 

20 deckel und folglich zwischen den Elektroden berelts naoh elner relativ kurzen 
Betriebszert der Doslereinrichtung auftreten. Der WIderstand der leltfahigen 
Verschmutzungen ist nun Qbiicherweise um ein Vielfaches gerlnger ats der 
WIderstand des Probenmediums selbst. Sobald bei der bekannten L5sung 
daher leltfahige Verschmutzungen Im Bereich des Deckels des Behalters 

25 auftreten, ist die Funktion der konduktlven MeSeinrlchtung als konduktfver 
Schalter ntcht mehr gewahrlelstet. Konsequenterwefse wird die Doslerein- 
richtung umgehend abgeschaitet und kann erst wieder in Betrieb genommen 
werden, wenn die Ablagerungen am Deckel des Behalters entfemt worden 
sind. Da die Reinigungsarbeiten mitunter in sebr kurzen Zyklen durchgefOhrt 

30 werden mussen, laSt sich der bekannte Probennehmer je nach 

Probenmedium nur mit efnem relativ hohen Wartungsaufwand betreiben. Ein 
hoher Wartungsaufwand ist aus verstandliphen Grunden uherwOnscht. 

Als Fazit bleibt festzustellen: Die aus dem Stand der Technik bekannt 
35 gewordene Losung ist nlcht in der Lage, den vorgegebenen FQIlstand eines 
Mediums in einem Behilter zu erkennen, sobald sich am Deckel des 
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' Behaiters l^ahige Ablagerungen ausgebildet haben. Die Dosiereinrlchtung 
wird daher abgeschaltet, obwohl dies in einer Vieizahl von FlUlen nicht ndtig ■ 
w^re. da die Versctimutzung den tolerierbaren Qrenzwert nocii nlchX erreic^t 
Haben, 

5 ■ . ■ ■ 

Zwar ist am Decl<ei des Dosierbei^^Uters der ASP-Station noch eine t<urze 
Sicheriieitseletctrode angeordnet. Diese Sichierlieitseiektrode dient jedoch 
aussclilieBllch einer Sicheitieitsabschslttung. Ertolgt durcti die beiden langen 
MeBelelctroden l<eine Absclialtung (z. B. hervorgerufen durcli einen Eleirtronilt- 

10 fehler Oder durch die Tatsache, daB die Meflelelrtroden durch niciit ieitende 
Stoffe, z. B. Fett versdimutzt sind). dann tauclit bei Erreiclien eines zweiten 
vorgegebenen FCiilstands die i<ur2e Sicherheitseieldrode in das Proben- 
nriedlum ein; umgehend erfolgt eine SIclierheiteabschaltijng mit l\/leldung. 
Durcli diese Siciieftieitsabschaitung wird ein Eindringen vom Probenmedium 

15 in die Pi:ieumatil<steueruhg und die Vaicuumpumpe effei<tiv >«rfilndert. 

Der Erfindung iiegt die Aufgabe zugrunde. eine Vorrichtung vorzusdilagen, 
mit der das Erreichen eines vorgegebenen Failstands in einem BeiiSiter. 
insbesondeie in eInem DosierbeiiSiter eines Probennehmers, seibst bei 
20 ieitfShigen Versdimutzungen im Bereich des Beiiallerdeciteis mft hoher 
Sichertieitfestgeateiitv\rfrd. . . 

Die Aufgabe wird gemaS einer ersten Variante der Erfindung dadurcli geidst, 
daB eine KompensatibnseleWrode vorgeseiien ist, die so angeordnet und 

25 geschaitet ist. daB ein zwisciien einer der iy/leBeiel<troden und der 

Kompensationseieldrode fiieBender StSrstrom. der aufgmnd von ieit^liigen 
Ablagerungen im Decl<el des Beiialters ermoglicht wird, uber die 
Kompensationselelctrode auf Masse abgeieitet wird. ErfindungsgemaB wird 
der Storstrom somit weitgehend aus dem eigentliclien MeiSzweIg, der der 

30 Ermfttiung des Emeichens des vorgegebenen FQllstands dient, ausgei<oppelt. 
Hierdurcii wird es mfigiicii, die Qbenwachung des FOIIstands seibst dann noch 
zuvertassig durchzufQhren. wenn sich im Bereicii des Behaiterdecicels bereits 
leitfainige Ablagerungen einer niciit unbeaclitiii^en Sdiichtdicke ausgetiiidet 
haben. 

35 ■ 
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Die Aufgabe wird gemaB einer zweiten Variante der Erfindung dadurch gelost, 
daB eine Kompensations^iektrode vorgesehen ist, die so angeordnet und 
geschaltet ist, daB anhand elnes zwischen einer der MeBelektroden und der 
Kompensationselektrode flfeBenden Storstroms, der aufgrund von leitfahlgen 
5 Ablagerungen im Deckel des Behalters ermoglicht wlrd, der Verschmutzungs- 
grad tm Bereich des Deckels des Behaiters ermittelt wird. 

Diese erfindungsgerndBe LOsung iDeschrankt slch also niclit darauf, elne 
Aussage dahingehend zu trefTen, daB eine leitf^ige Verschmutzung voriiegt, 

10 sondern.sle ermoglicht es aucli, den Verschmutzungsgrad anzugeben. Im 
konkreten Falle einer Doslereinrichtung eines Probennelnmerabedeutet dies 
das folgende: Elne Meidung an das Personal^ daB eine Reinigung des 
Behalterdeckels erforderlich ist» Oder daB eine geeignete andere MaBnahme 
ergriffen werden muB, wird erst dann in die Wege geleitet, wenn ein vorge- 

IS gebener toterierbarer Grerizwert fdr den Versdimutzungsgrad Qberschrttten . 
wird. Durch die erflndungsgemaSe LSsung lassen slch die Wartungsarbelten 
an dem Probennehmer erhebllch reduzieren, Sehr wicfitig ist die Erfindung 
auch im Hinblick auf MaSnahmen, die Im Zusammenhang mit 'Predictive 
Maintenance* stehen. 

20 • 

GemSB elner vorteilfiaften Weiterbildung der erfindungsgemaBen Vonrlchtung 
sind die beiden MeBelektroden am Deckel des Behalters befestigt. Bevorzugt 
sind die beklen MeBelektroden zylinderformig oder sauienfdnmig ausgebildet 

25 Eine bevorzugte Ausgestaltung der erfindungsgemaBen Vorrichtung sieht vor, 
daB die Kompensationselektrode zur Erniittellung des Verschmutzungsgrades 
im Bereich des Deckels des Behalters derart ausgebildet und angeordnet ist, 
daB sie bei Erretchen des vorgegebenen FOIIstands nicht mit dem Medium in 
Kontakt kommt. 

30 . 

Weiterhin Ist vorgesehen, daB die Kompensationselektrode plattenfomiig 
ausgebildet und in unmittelbarer NShe zum Deckel des BehSlters angeordnet 
ist. Zusitzlich kann die Kompensationselektrode symmetrisch zwischen den . 
beiden MeBelektroden angeordnet 1st. Es versteht sioh von selbst, daB jede 
35 andere Art der Anordnung der Elektroden, solange sle nur den Qrundge- 

danken der erfindungsgemaBen Vomchtiing realisiert, gleichfalls mdglich ist. 
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. So 1st es moglich, die Kompensatlonselektrode ringformig - geschlossenen 
Oder offen - urn eine der MeBelektroden herum anzuordnen. 

Eine gunstige Ausfuhnjngsform der erfindungsgemaBen Vorrtehtung schlagt 

. 5 eine erste StrommeSvorrlchtung vor, die anhand eines zwischen den beiden 
MeBelektroden flieBenden MeSstroms Information uber das Erreichen des 
vorgegebenen Fuilstands zur VerfOgung stellt. Bevorzugt ist der ersten. 
StrommeBvorrichtung eine erste Auswerteeinlieit zugeordnet» die anhand dee 
Jeweiiigen Wertes des Mefistroms der ersten StrommeBvorrichtung erkennt 

10 und ggf . slgnaiiselrt, wenn der vorgegebene FQIIstand erreicht ist, Diese 

Information wird im Falle, daB es sich urn eine Dosien/orriolitung handelt, an 
die ProzeBabiaufsteuerung fur den Do&ier\/organg weltergeieitet. Bel der 
Auswerteeinheit iiandelt es sich im einfachsten Fail urn zumindest einen 
Komparator, 

15 . - . ' \ , • 

GenriaB einer bevorzugten Werterbildung der erfindungsgem§6en Vorrlchtung 
ist eine zwelte StrommeBvorrichtung vofgesehen, die anhand eines zwischen 
einer der beiden MeBelel<troden und der Kompensationseielctrode fjieBenden 
Stroms Information Ober den Verschmutzungsgrad an dem Deckel des 

20 BehMers zur. VerfQgung stelit. Weiterhin ist der zwelten StrommeBvorrichtung 
eine zwelte Auswerteeinheit zugeordnet, die anhand des Ausgangsslgnals der. 
zvyeiten StrommeBvorrichtung erkennt und ggf. slgnalisiert, daB ein verge* 
gebenen Verschmutzungsgrad erreicht 1st bzw. welcher Verschmutzungsgrad 
erreicht ist. WIederum kann es sich bei der Auswerteeinheit um zumindest 

25 efnen Komparator handeln. Bevorzugt handelt es sich bei der Auswerteeinheit 
jedoch um einen Mikroprozessor. Dem Mikroprozessor ist eine Speicherein- 
heit zugeordnet, In der Kehnlinlen und/oder Daten abgespeichert sind, die den 
Verschmutzungsgrad am Deckel des Behalters bei den unterschiediichen 
. Materialien rn AbhSngigkeit zu den Stromwerten setzen, did zwischen einer 

30 der beiden MeBelektroden und der Uberwachungseiektrode gemessen 
werden. 

Eine vorteifhafte Ausgestaitung der erfindungsgemaBen Vorrlchtung sielTt vor, 
daB die Auswerteeinheit ein Alarmsignal setzt, sobald der Verschmutzungs- 
35 grad am Deckel des Behalters eipen vorigegebenen toierierbaren 

Verschmutzungsgrad ubersohreitet. Sobald dieses Alarmsignal gesetzt wird, 
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weiB da$ Bedieripersonal, daB elne Reinigung des Deckels umgehend Oder in 
naher Zukunft erforderiich isti . 

GemaB einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung der erfindungsgemaBen 
5 Vorrtehtung kann die Kompensationselektrode so ausgebildetsein, daB sie als 
SIcherheitselektrode arbeitet, also auch Fehlermeldungen bzw. elne 
Sicherheltsabschaltung ermoglicht, wenn die konduktlve MeBeinrlchtung 
autgrund von Fehlem in der Elektronik oder infolge von nicht leitfahigen 
Abiagerungen an den MeBeiektroden versagt. HIerzu Ist die Kompensatlons- 

10 elektrode so ausgeblldet ist, daB sie elne Erhebung aufweist. die bei.einem 
vorgegebenen zweiten FQIistand mit dem Probenmedium in Kontakt kommt; 
die Auswerteeinheit interpretiert nachfolgend eine Stromanderung, die sich in 
der MeBeinrichtung fOr den Stdrstrom zeigt, als elne Fehlfunktion der 
konduktiven MeBeinrlchtung tind veranlaBt die Ausgabe efner entsprechenden 

IS Fehlemrieldung bzw. eine sofortlge Sicherhertsabschaltung. 



Die Erf indung wifd anhand der nachfolgenden Zefchnungen naher eriautert. 
Es zeigt 
20 / 

Rg. 1 : eihen Querschnitt gemflB der Kennzelchnung A-A In Rg. 2, 

Fig. 2: eine Draufsicht auf elne bevorzugte Ausgestaltung der erfindungs- 
gemaBen Vorrichtung, 
25 ' , * 

Rg. 3; den in Fig. 1 dargestellten Querschnitt mit Ersatzwiderstanden, 

Fig. 4: ein Blocksdiaitbild einer bevorzugten AusfOhrungsform der 
erfindungsgemaSen Vorrichtung, 
30. / ' 

Rg. 5: eine graphische Darstellung des MeBstroms in Abhangigkeit von dem 
Verschmutzungsgrad bei einer ei^en l-eitfahlgkeit des Probenmedlums, 

Fig, 6: eine graphische Darstellung des I\/IeBstroms in Abhangigkeit von dem 
35 Verschmutzungsgrad bel einer zweiten l^jtfahigkeit des Probenmedlums,. 
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Fig. 7: eine schematlsche Darstellung der Zunahrne des Verschmutzungs- 
grades an einer Elektrode, . 

Rg» 8: 6ln0 Draufsicht auf eine bevorzugte Ausgestaltung der 
Kompensationselektrode und . 

Rg. 9: einen Langsschnitt gemaB der Kennzelchnung B-B In Rg. 8, 



10 In Rg. 2 ist eine Draufsicht auf elne bevorzugte Ausgestaltung der erfindungs- 
gemaBen Vorrichtung zu sehen. Fig. 1 zelgt einen Querschnitt gemaB der 
Kennzelchnung A-A In Rg. 2. Belsplelhiaft wird die erflndungsgemaBe Ldsung 
nachfolgend in Verbindung mit elner Dosiereinrichtung beschrieben, die z. B. 
in einem Probennehmer venwendet wird. WIe bererts zuvor gesagt, Ist die 

IS erfindungsgemaBe Vorrichtung jedoch keinesfalls auf diesen speziellen 
Anwendungsfalll beschrankt. 

Zwei MeSelektroden 2, 3 sind am Deckel 1 des In den Rguren nfcht gesondert 
dargesteliten Behfilters befestigt. Im Betrlebsfall ragen die belden zylind- 

20 rischen MeSelektroden 2, 3 bis zu elner durch Ihre. AusmaSe fest vorgege- 
benen Lange in den Doslerbehalter hinein. Sobald belde MeSelektroden 2, 3 
am Ende des Ansaugvorgangs mit dem leitfahigen Probenmedlum In kontakt 
kommen, flieSt zwischen den belden MeBelektroden 2, 3 der MeBstrom I ^ , 
der MeBstrom Ist abhSnglg von der Leitfahlgkelt bzw. dem WIderstand des 

25 ProzeBmedlums. Der entsprechende WIderstand des Probenmedlums Ist 
ubrlgens In Fig, 3 ersatzwelse durch den WIderstand 9 gekennzeichnet. Ein 
Signal, daB der vorgegebene Fullstand erreicht ist, wird an die ProzeBablauf- 
steuerung weltergeleltet. 

30 Rischen den belden MeBelektroden 2, 3 Ist die Kompensationselektrode 4 
angeordnet. Die Kompensationselektrode 4 ist f lachig, Insbesondere 
plattenformig ausgefuhrt und iiegt an der Innenserte des Deckels 1 an. Da die 
. Kompensationselektrode 4 nicht wie die MeBelektroden 2, 3 In den BehSiter 
hineinragt, Ist sichergestellt, daB sie bei En-elohen des maximalen FQilstands 

35 nIcht in direkten Kontakt mit dem Probenmedlum kommt. 
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Sobald sich an dem Deckel 1 des Behaiters iertfihgle Ablagerungen bilden, 
fiieBt ein Stdrstrom I s zwischen der MeBelektrode 2; 3 und der 
Kompensatlonsetektrode 4. Die ehtsprechenden Ersatzwiderstande der 
leitfahigen, am Deckel 1 des Behaiters abgelagerten Verschmutzungeri sind in 
5 der Fig* 3 mit dem Widerstand 7 bzw. dem Widerstand 8 gekennzeichent 

Mit dem Bezugszeichen 5 ist ubrigens in Fig. 2 die Ansaugleitung fOr das 
\ Probenmediuni gokennzelchnet. Das Bezugszelchen 6 kennzeichnet den 
AnschtuBstutzen fur die Druokluftleitung. 

10 

In Rg. 4 ist ein Blockschattbtid einer bevorzugten AusfCihrungsform der 
erfindungsgemfiGen Vorrichtung zu sehen. 

Die Spannungsquelle 10 etellt eine etrombegrenzte Wechseispannung zur 
VerfQgung, die vorzugswelse kleiner Ist als 24 V. Wahrend die StrommeB- 
15 einrichtung 1 1 ztir Bestlmmung des Verschmutzunggrades des Deckels 1 des 
Belialters herangezogen wfrd, dient die StrommeBeinrichtung 13 zur 
Ermittiung des Erreichens des vorgegebenen Fullstands in dem Behitter. 

Besteht weder eine elektrische Verblndung zwischen den beiden MeB- 
20 elei^troden 2. 3 noch zwischen eIner der beiden MeBelektroden 2; 3 und der 
Kompensatlonsetektrode 4, so bedeutet dies, daB der vorgegebene Fullstand 
noch nicht errelcht ist und daB sich keine leitfahigen Ablagerungen im Berejch 
. des Deckels 1 des Behftlters befinden. ErfaSt die StrommeBeinrichtung 13 
nachfoigend elnen IVIeflstrom I ^ und erkennt die Auswerteelnhelt 1 4, daB der 
25 Wert des Stroms I Qber elnem vorgegebenen Sollwert liegt, so wird ein 

- entsprechendes Signal an die ProzeBablaufsteuerung 16 weitergeleitef Diese ' 
leltet unrigehend die notwendigen Schrltte in die Wege. Im Falle der 
FOIistandserkennung in elnem DosierbehSlter eines Probennehmers , 
entspricht ein notwendiger Schritt dem sofortigen Stopp des Ansaugvorgangs. 
30 • ' 

Bel der Auswerteelnhelt 14 handelt es sich Im einfachsten Fall.um elnen 
^ Komparator. Selbstverstandlich kann es sich bei der Auswerteelnhelt 14 auch 
urn einen Mlkroprozessor handeln, der die gemessenen Stromwerte der 
StrommeBeinrichtung 13 nach einem vorgegebenen Soll-lstwert-Algorithmus 
35 auswertet. 



ifum 10.04.02 13:46 FAXG3 Nr: 501885 von NVS:FAXG3.I0.0201/07621 975888 (Seite 9 von 22) 



WT0026-DE 

% . I ' 

Betrachteh wir nun den Fall. daB sich leitfahige Ablagerungen am Deckel 1 
des BehSUters ausgebildet haben. Ohne die Kompensatlonselektrode 4 wOrde 
bei leerem Behaiter Qber die Summe der Widerstfinde 7. 8 der Storstrom /, 
durch die StrommeBeinrichtung 13 flieBen. Da der Strom /, ObMcherwelse 
5 wesentllch gi«Ber 1st als der Strom /„ ist. der das Erreichen des 

vorgegebenen FQIIstahds kennzeichnet. signalisiert die Auswerteeinhelt 1 4 
fonwanrend fehlerhaft, daB der vorgegebene FQIIstand In dem Behalter 
erreicht Ist. Damit Ist die Doslervorrichtung nicht mehr gebrauchsfahlg. 

10 Durch die zwisohengeschaltete Kompensatlonselektrode 4 wird der Storstrom 
nun nach Masse abgeleltet, d. h. der Storstrom flleBt nicht mehr Qber 
die StrommeOelnrichtung 13. Zwar wird ein Tell des MeBstroms /„ Qber den 
Wlderstand 8 und die Kompensatlonselektrode 4 gegen Masse abgeleltet iDa 
jedoch der Innenwidetsland der StrommeBeinrichtung 13 sehr. niederohmlg 

15 gewahn ist, beelnfluSt der Wlderstand 8 erst bel extremer Nlederohmigkelt die 
Leitfahigkeltsmessung, die der Erkennung des FQIIstands des 
Probenmediums in dem BehSiter dient. Extreme Nlederohmigkelt tritl aber erst 
dann auf. wenn der Verschmutzungsgrad am Deckel 1 des Behaiters ein sehr. 
hohes MaB erreicht hat. 

20 

Erflndungsgemas Ist es daher moglich, selbst beJ einer erhebllchen Ver- 
schmutzung Im Bereich des Deckels 1 des Behaiters den IVleSstrom genau 
2u bestimmen und so die Leitfahigkeltsmessung ungestdrt durchzufQhren. 
Wie bereits gesagt, werden durch die erTindungsgemaSen LSsungen die 
25 Wartungsarbelten an der Dosierelnrichtung ganz erheblloh reduzlert, da die 
Ablagerungen Im Bereich des BehSiterdeckels in wesentllch gr6Beren 
' Zeltabstanden entfemt werden kdnnen. 

GemaB einer vortellhaften Welterbildung der erfindungsgemaBen Vomchtung 
30 kann daruber hinaus der Verschmutzungsgrad am Deckel 1 des Behaiters 
. bellebig genau bestlmmt werden. Hierzu wird in der StrommeBeinrichtung 1 1 
der Stflrstrom gemessen. Der entsprechende Wert wird an die nachge- 
schaHete Auswerteeinhelt 12 weltergeleitet. Im gezeigten Fail handelt es sIch 
• bel der Auswerteeinhelt 1 2 urn elnen IVlikroprozessor mit zugeordneter 
35 Speichereinheit 1 5. In der Spelcherelnhelt 1 5 sind Funktionen bzw. Daten 
abgelegt. die den Verschmutzungsgrad des Deckels 1 des Behaiters In 
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Abhangigkelt von den Stromwerten be! Materiallen mit unterschledBcher 
Leitfahigkeit wiedergebei. Erhfilt die Auswerteelnheit 12 die Information Qber 
die umahigkeit bzw. die Art der Ablagsrungen, so laBt slch anhand der 
abgespeloherten Daten bzw. Kennlinlen der Verschmutzungsgrad des 
Deckels 1 des Behalters hochgenau bestlmmen. 
Auch lassen sich In Verbindung mIt einer vortellhaften Weiterbildung der 
erfindungsgemSBen Vorrlchtung verlaBllche Aussagen darOber treffen. zu 
weichem Zeitpunkt die nfibhste Relnlgung des Deckels 1 des Behalters 
vorausslchtllch notwendig sein wlrd. Derartlge Angaben sind Im Zusammen- 
hang mIt Predictive Maintenance von groBer Bedeutung in alien Bereichen der 
MeStetdinlk. 

In Fig. 5 ist eine graphische Darstellung des MeBstroms J„ in AbhSnglgkelt 
von dem Verschmutzungsgrad bel eIner erslen Leftfahlgkelt des Probeii- 
mediums zu sehen; Rg. 6 zeigt elne entsprechende graphische Darstellung 
des MeBstroms in Abhangigkelt von dem Verschmutzungsgrad bel einer 
zwelten. wesentllch Welneren Leltfahfgkett des Probenmediums. In beiden 
Fallen wurde angenommen, daB der Innenwiderstand der StrommeB- 
einrichtung 1 1 und der innenwiderstand der StrommeBelnrlchtung 13 glelch 
slnd. Konkret wuwle ein Innenwiderstand von 10 Ohm angenommen. Anhand 
der Dlagramme Ist erslchtllch. daB selbst In dem Fall, daB der WIderstand 7 
bzw. der Widerstand 8 aufgrund der Verschmutzung urn einen Faktor 1000 
kleiner ist als der Widerstand 9 des Probenmediums, dies kaum elnen EinfluB 
auf den MeBstrom /„ hat. 

Rg. 7 zeigt eIne schematlsche Darstellung der Zunahme des Verschmut-. 
. zungsgrades an einer MeBelektrode 2. 3 und die Auswlrkungen. die dlese 
Verschmutzung auf die aus dem Stand der Technik bekannt gewordene 
• konduktive MeBelnrichtung hat. Wle berelts an vorhergehender Stelle 
30 enwShnt. dienen die beiden langen MeBelektroden bel der bekannten Losung 
der Erkennung des En-elchens des ersten vorgegebenen FQllstands,.wfihrend 
die kflrzere SIcherheitselektrode ggf. eIne SIcherheltsabschaltung der 
Doslen/orrlchtung bewirkt. Die SIcherheitselektrode dlent einzig und allein 
einer Slcherheitsabschaltung bel elnem Fehler in der Elektronik bzw. bei 
35 Schmutzanhaftungen aus nicht leltenden Materiallen; tritt bel der bekannten 
L6sung infolge von leitfahigen Ablagerungen eine etektrlsche Verbindung 
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zwischen den MeBelektroden 2, 3 auf » dann vereagt die Doslervorrlchtung, da 
fortwahrend das Erreichen des vorgegebenen Fullstands signaltsjert wird, 
. Bei der linken MeBelektrode 2; 3, die in Fig. 7 zu sehen ist, sind die Ablage- 
rungen nqch gering. von links nach rechts nehmen sie jedoch stark zu. Daher 
5 rQcki der teitfahlge Tell der MeSelektrode 2; 3 immer yveiter nach oben. 
/ Folgllch stelgt auch dor FQIIstand in B. einem Dosierbehalter Immer welter 
an, bis die aiia dem Stand der Technik bekannte kurze Sicherfieltselektrode 
mit dem Probenmedlum in BerOhrung kommt und die bereita beechriebene . 
Sicherheitsabschaltung bewlrkt. 

10 

GemSS elner vorteiihaften Ausgestaitung der erfindungsgemaBen LSsung 
Qbernimmt die Kompensatbnseiektrode diese Sicherheitsabschaltung bei 
nichtieitenden Verschmutzungen zus&tzllch: Erfolgt auch hier durch die 
langen MeBelektroden 2; 3 keine Abschaltung des Dosiervorgangs (z. B. 

IS aufgrund eines Elektronikfehlers odar aufgrund der Tatsache, daB die 

MeBelektroden durch nicht ieitende iBtoffe, z. B. Fett verschmutzt sind), dann 
taucht die kQrzere Kompensatlonsefektrode 4 in das Probenmedlum ein. und 
es erfolgt auch hier eine Sicherheitsabschaltung mIt Meldung. Ein Elndringen 
vom Probenmedium In die Pneumatiksteuerung und Vakuumpumpe wird 

20 damit effekth/verhindert. 

Fig. 8 zeigt eine Draufsicht auf eine bevorzugte Ausgestaitung der Kompen- 
satfonselektrode; in Fig. 9 ist ein. Langsschnitt gemSB der Kennzeiohnung B-B 
In Rg. 8 zu sehen. 

25 ' 

Das Funktionsprinzip der bevorzugten Ausgestaitung der erfindungsgemaBen 
Losung ist wie folgt: Baut stoh an den langen MeBelektroden 2, 3 von unten 
her eIne nicht Ieitende Verschmutzung auf, so Qbei^elgt der MeBstrom 1^ bei 
Erreichen des vorgegebenen FQIlstands nicht den vorgegebenen Sollwert, 

30 obwohl die MeBelektroden 2, 3 bereits In das Probenmedlum einlauchen. Der 
BehSlter wird weiterhm befOlIt, bis nachfolgend der zyllnderfdrmige Teil 
(Erhebung 18) der Kompensationselektrode 4 mit dem Probenmedlum in 
Berfihrung kommt. Dieser Kontakt be\Mrkt eine Stromdnderung In der 
StrommeBeinrichtung 11. Oiese Stromanderung z. B» wahrend des Ansaug- 

35 vbrgangs kann als Kriterium dafOr herangezogen warden, daS die 

Kompensationselektrode 4 Ins Probenmedium eintaucht und daB die belden • 
iangen MeBelektroden folgiich fehlerhaft arbeiten. Wiederum lost die 



atum 10.04.02 13:46 FAXG3 Nr: 501885 von NVS:FAX03.iO.O2O1/O7621 975888 (Seite 12 von 22) 



lV3-Hh'K-*£li3W3;:i l^:t>y t+H KHIbitiKk^t: Ute Il- 



ia / 
WT0026-DE 

Auswerteeinheit 14 bzw, die Ablaufsteuerung 16 efne Steherheftsabschaltung 
mit Meldung aus. 



Beziigszetchenllste 




1 Deckel 

2 . Mefielektrode 
10 3 MeBefektrode 

4 Kompensationselektrode 

5 Ansaugleitung 

6 AnschluBstutzen 

7 Wfderstand 
IS 8. Widerstand 

9 MeBwIderstand 

10 Spannungsquaile 

1 1 erste StrommeSeinrichtung 

12 Auswerteeinheit Oder Komparator 
20 13 zweite 8tromme$einriQhtung 

14 Auswerteelnhert 

.15 Speichereinheit 

16 Abiaufsteuerung 

17 Ablagerung 
25 16 Erhebung 
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Patentanspruche 



10 




15 



20 



25 



30 



1 . Vorriohtung zur Ertennung eines vorgegebenen FQIIstands eines Mediums 
in 0inem Behalter mit Deckel (1) mittels diner kondukttven MeBeinrichung, die 
zumindest zwei in den Behaiter hineihragende MeBelektroden (2. 3) aufweist, 
wobei e!n zwischen den beiden MeBetektroden (2, 3) flleBender MeBstrom 

(I A, ) zur Erkennung des Errelchens des vorgegebenen Fullstands heran- 

gezogen wlrd, 

dadurch gekennzelchhet, 

daB eine Kompensationselektrode (4) vorgesehen ist, die so angeordnet und 
geschaltet ist, daB ein zwischen einer der MeBelektroden (2; 3) und der 
Kompensationselektrode flieBender Storstrom (I J, der aufgrtind von 
leitfahigen Ablagerungen am Deckel (1) des Behaiters ermoglteht wjrd. fiber 
die Kompensationselektrode abgeleitet wird. 

2. Vorriohtung zur Erkennung eines vorgegeberien FQIlstands eines Mediums 
In einem BehSlter mit Deckel (1) mitleis einer konduktiven MeBeinrichung, die 
zumindest zwei in den Behaiter hineinragende MeBelektroden (2, 3) aufweist, ' 
wobei ein zwischen den beideh MeBelektroden (2, 3) flieBender MeBstrom 

(i ^ ) zur Eiltennung des Erreichens des vorgegebenen FOIIstands heran- 

gezogen v^rd, 

dadurch gekenna^lchnet, 

daB eine Kompensationselektrode (4) vorgesehen ist, die so angeordnet 
und/oder geschaltet ist, daB anhand eines zwischen einer der MeBelektroden 
(2; 3) und der Kompensationselektrode flieBenden Storstroms (i^). der 
aufgrund von leitfdhigen Abiagerungen am Deckel (1) des Behaiters 
emnSglicht wird, der Versohmutzungsgrad im Bereich des Deckels (1) des 
Behaiters ermittelt winj. 

3. Vorriohtung nach Anspruch 1 Oder 2, 
dadurch sekennzelchnet, 

daB die beiden MeBelektroden (2, 3} am Deckel (1) des Behaiters befestigt 
sind. 
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4. Vorrichtung nach Anspruch 3. 
. dadurch gekennzeichnet, 

S daB die belden MeBelektroden (2, 3) zyllnderformig odef s^uienfdrmig 
ausgeblldet sind. 

5. Vomchtung nach Anspruch.l Oder 2, . 

dadurch gekennzeichneti - ^ 

10 daB die Kompensationselektrode (4) derart ausgeblldet und angeordnet 1st 
daS sie bel Erreichen des vorgegebenen' FOIIstands nicht mit dem Medium In 
Kontakt kommt. 

6. Vorrichtung nach Anispruch 5, 
15 dadurch gekennzefohnet, 

. daB die Kompensatlonseiektrode (4) piattenfSrmlg ausgeblldet und am Deckel 
(1) des Beh&ltere angeordnet ist. 

7. Von'i9htung nach Anspruch 1 , 2 Oder 3, 
20 dadurch gekennzelchnet, 

daB die Kompensationselektrode (4) symmetrisch zwischen den beiden 
MeBelektroden (2, 3) angeondnet 1st. 

8. Von-ichtung nach Anspruch 1 , 2, 3 Oder 4, 
25 dadurch gekennzeichnet, 

daB eine erste StrommeBvorrlchtung (13) vorgesehen ist» die anhand des 
zwischen den beiden MeBelektroden (2, 3) flleBeriden MeBstroms (i ) 
Information Ober das Erreichen des vorgeget>enen .Fdllstands zur VerfQgung 
, . stent . , 

30 

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, • 
dadurch gekennzelchnet, 

daB eine erste Auswerteelnheit (1 4) vorgesehen 1st, die anhand des von der . 
ersten StrommeSvorrichliing (13) erfaSten MeBstroms (1^ ) erkennt und ggf. 
35 signaiiseirt, wenn der vorgegebene FQIIstand erreicht ist. 
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1 0. Vorrichtung nach Anspruch 1 , 2, 5, 6 Oder 7, 
dadurch gekennzeichnet, 

da(i elrie zweite StrommeS vorrichtung (11) vorgesehen Ist, die anhand des 
zwischen einer der beiden MeBelektroden (2; 3) und der Kompensations- 
5 elektrode (4) flleBenden Stdrstroms (I.,) Information Ober den 

Verschmutzungsgrad an derri Deckel (1) des BehSlteVs zur VerfQgung stellt, 

11 , Vorrichtung nach Anspruch 10, 
dadurch gekennzelchnet, 

10 daS eine zweite Auswerteeinhelt (12) vorgesehen ist, die arihand d©3 In der 
zweiten StrommeSvorrichtung (11) ermlttelten Stdrstroms (1^) erkennt und 
ggf. signaljsiert. daB ein vorgegebenener Verschmutzungsgrad erreicht ist 
bzw. welcher Verschmutzungsgrad enreicht fst. 

15 1 2. Vorrichtung nach Anspruch 11, 
dadurch gekennzeiohnet, 

daB der zweiten Auswerteeinhett (12) eine Speicherelnheit (16) zugeordnet 
Ist, in der Kennlinlen und/oder Daten abgespeichert sind. die den 
Verschmutzungsgrad am Deckel (1 ) des Behalters als Funktion des 
20 Stdrstroms (I ^ ) wiedergeben, der zwischen elner der beiden MeBelektroden 
(2; 3) und der Kompensationselektrode (4) flieBt 

13. Vorrichtung nach Anspruch 1 1 Oder 12, . 
dadurch gekennzeichnet, 

25 dafl die Auswerteeinhelt (12) Oder eine Ablaufsteuerung (16) ein Alarmsignal 
setzt, sobald der Verschmutzungsgrad am Deckel des Behfiiters einen 
vorgegebenen toierierbaren Verschmutzungsgrad iiberschreftet, 

14. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, 
30 dadurch gekennzeichnet^ 

daB es sich bei dem Behalter um einen Dosierbehalter fur einem. 
. Probennehmer handelt. 

■ • • • 

15. Vorrichtung nach eInem oder mehreren der vorhergehenden AnsprQ^e. 
35 dadurch gekennzeichnet, 
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daS die Kompensationselektrode so ausgebildet ist, da6 sie eine Erhebung 
(18) aufweist, die bel einom vorgegebenen zweiten FQIlstand mit dem 
Probenmedium In Kontakt kommt und 

daB die Auswerteeinheit (14) im Falle eines nlcht leitfihigen Probenmedlums 
5 , eina Stromanderung In der MeBeinrichtung (11) als eine Fehlfunktion der 
konduktiven MeBeinrichtung Intarpretiert. 
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